國立臺灣師範大學微奈米元件檢測研究中心

紫外光/可見光/近紅外光光譜量測系統
Ultraviolet/Visible/Near infrared Spectrometer
送驗量測需求表

	送驗者姓名：             單位/公司：                

電話：                    Email：（檢測報告寄送）



	試片材質
（成份）
	

	試片型態
	□片狀固體   □粉體   □液體

	試片表面狀態
	□鏡面    □粗糙表面

	試片尺寸（固體片狀）
	長：    cm；寬：    cm；圓片直徑：    cm；厚度：    mm

	量測數據需求
	□反射率%R  □穿透率%T   □吸收率%A
□液體吸收值ABS

	量測波長範圍需求
	～           (nm)

	其他需求說明
	


備註說明：
1. 最少樣品量：(1)液體樣本5 mL以上；(2)固體片狀樣本（1.2×1.2×0.1 cm <（樣本L×W×T） <2.5×2.5×1.0 cm）；(3)粉體樣本約2.0 cm3以上。
2. 測定範圍：主機波長範圍190-2700 nm（直接量測），積分球波長範圍250-2500 nm，液體樣本與粉體視樣本槽適用波長範圍決定。非鏡面固體片狀樣本一律使用積分球量測。
3. 固體片狀樣本厚度最大2 cm。
4. 費用、詳細規格及規定請參考儀器網頁：https://mndirc.cot.ntnu.edu.tw/device_info.php?SN=10
5. 若片狀試片無法切割要直接量測（尺寸在35×35 cm以內，厚度5 cm以內），可選擇另一部同步光光譜儀（F10-RT, Filmetrics, USA）量測，波長範圍為200~1100 nm。收費標準與V670相同。
※聯絡資訊：02-77493373新能源與奈米科技實驗室－謝祥楷、黃家慶 同學。
